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JSA の 23 巻 1 号をお届けします． 
技術記事では，レーザー脱離イオン化イメージン

グ質量分析法の表面分析法としての検討（解説），有

機物試料を FIB 断面作成後に GCIB クリーニングし

て TOF-SIMS で分析した速報，めっき腐食生成物の

XAFS 評価の技術報告を掲載しました． 
巻頭言を中村誠さんに，昨年の ECASIA の参加報

告を島政英さんに寄稿いただきました．

また，JSA技術記事の J-STAGEへの掲載の再開と，

チューター制度の本格的始動について編集委員長か

ら紹介しました．表面分析技術の向上を目指す SASJ
への参加と，本誌への積極的な投稿をお願いします．

（眞田）
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